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IV. Opis programu studiéw

3. KARTA PRZEDMIOTU

Kod modutu

Nazwa modutu

Systemy pomiarowe i technika sprzegania

Nazwa modutu w jezyku angielskim

Measurement systems and the technique of
coupling

Obowigzuje od roku akademickiego

2019/2020

USYTUOWANIE MODULU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow

Elektrotechnika

Poziom ksztatcenia

| stopien

Profil studiow

Ogoélnoakademicki

Forma i tryb prowadzenia studiow

Studia stacjonarne

Zakres

Komputerowe Systemy Pomiarowe

Jednostka prowadzaca przedmiot

Katedra Systeméw Informatycznych

Koordynator przedmiotu

dr hab. inz. J6zef Kusmierz, prof. PSk

Zatwierdzit

Dziekan Wydziatu Elektrotechniki
Automatyki i Informatyki ]
Dr hab. inz. Antoni Rézowicz, prof. PSk

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynalezno$¢ do grupy/bloku przedmiotow Przedmiot kierunkowy

Status przedmiotu Obowiazkowy

Jezyk prowadzenia zajeé Polski

Usytuowanie modutu w planie studiéw - semestr Semestr Vi

Wymagania wstepne

Egzamin (TAK/NIE) Nie

Liczba punktéw ECTS 4
F_orma_ p’rowadze- wyktad ¢éwiczenia laboratorium projekt inne
nia zaje¢
w semestrze 30 30




EFEKTY UCZENIA SIE

Kategoria

odniesienie do
efektéw kierun-
kowych

Sym-
bol
efektu

Efekty ksztalcenia

Wiedza

ELE1_WOf1

posiada wiedz¢ z zakresu jednostek miar, zasad projektowania
eksperymentu i przeprowadzania badan, dokumentowania wyni-
kow pomiardw oraz obliczania niepewnos$ci uzyskanych wyni-
kow

W 01

ma podstawowa wiedz¢ w zakresie metrologii, zna i rozumie ELE1_WO02

metody pomiaru i wyznaczania warto$ci podstawowych wielko-
Sci elektrycznych, czasu i czestotliwosci, zna metody oblicze-
niowe i narzgdzia informatyczne niezbgdne do analizy wynikoéw
eksperymentu

W_02

ELE1_WO03

zna zasady stosowania aparatury pomiarowej oraz wiasciwosci
podstawowych przyrzadéw pomiarowych, zna zasady funkcjo-
nowania systemow pomiarowych

W_03

Umiejetnosci

potrafi pozyskiwa¢ informacje z literatury dokonywaé ich | ELE1_UO1

U 01 [ o . , . .. R
— " linterpretaciji oraz wyciaga¢ wnioski i uzasadniac opinie

potrafi przedstawi¢ otrzymane wyniki w formie liczbowej i gra- | ELE1_U02

5 ficznej, dokonac¢ ich interpretacji i wyciagna¢ wlasciwe wnioski

potrafi postuzy¢ si¢ whasciwie dobranymi metodami i przyrzada- | ELE1_U03

mi pomiarowymi umozliwiajacymi pomiar podstawowych wiel-
T3 kos$ci charakteryzujacych elementy i uktady elektryczne i elek-
troniczne, potrafi zaprojektowac i zrealizowac¢ prosty system po-
miarowy

Kompetencije
spoteczne

potrafi wspotdziata¢ i pracowaé w grupie, przyjmujac w niej ELE1_KO1

K o1 rozne role

potrafi odpowiednio okresli¢ priorytety stuzace realizacji okre-
Slonego przez siebie lub innych zadania

14

TRESCI PROGRAMOWE

Forma
zajec*

Tresci programowe

wyktad

Cyfrowe przyrzady systemowe(zasada cyfrowego pomiaru czestotliwosci i czasu,
czestosciomierze i czasomierze cyfrowe, woltomierze cyfrowe napie¢ statych i
przemiennych, przetwarzanie rezystancji, pojemno$ci i indukcyjno$ci w przedziat
czasu, multimetry cyfrowe)

System interfejsu a system pomiarowy ( struktura cyfrowego systemu po-
miarowego, elementy wykonawcze systemu, konfiguracje cyfrowych syste-
moOw, organizacja transmisji informacji)

Interfejs w systemie pomiarowym ( klasyfikacja interfejsow, zasigg interfej-
su, magistrala systemu interfejsu, rodzaje szyn, operacje logiczne na magi-
strali)

Interfejsy szeregowe (interfejs RS232C,422A,423A, 485)

Standard systemu interfejsu IEC-625 (konstrukcja 1 ogolne cechy systemu
IEC-625, organizacja systemu, struktura urzadzenia IEC-625 kabel interfe;j-
sowy, wymagania techniczne magistrali IEC-625)

Komunikacja w systemie IEC-625 (rodzaje komunikatow, kodowanie ko-
munikatow urzadzen, procedury interfejsowe)

Rozszerzenia mozliwosci standardu IEC-625 (zwigkszenie szybko$ci trans-
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misji HS 488, zwigkszenie liczby urzadzen w systemie i zwigkszenie zasig-
gu sterowania urzadzeniami)

Przyktady systemow pomiarowych z interfejsem IEC-625

Standard VXI (konstrukcja mechaniczna, magistrale podsystemu VXI, za-
sady organizacji i zarzadzania podsystemami VXI, sterowanie)

Systemy pomiarowe z interfejsem szeregowym i réwnolegtym

Komunikaty interfejsowe i ich transmisja

Komputerowe karty pomiarowe i przyrzady wirtualne

Laborato-
rium

Wprowadzenie

Transmisja informacji za pomoca magistrali IEC-625

Transmisja danych przez interfejs szeregowy RS232C

Obsluga wybranych urzadzen systemowych standardu IEC-625 za pomoca
testera magistrali

Obstuga programowa multimetru V-563

Obstuga programowa multimetru i cz¢stosciomierza systemowego

Projekt uktadu pomiarowego, dobdr urzadzen systemowych, oprogramowa-
nie 1 uruchomienie systemu do pomiaru rezystancji

Projekt uktadu pomiarowego, dobdr urzadzen systemowych, oprogramowa-
nie i uruchomienie systemu do pomiaru impedancji

Projekt panelu wirtualnego w srodowisku LabWindows do przyrzadu
HP34401

Projekt panelu wirtualnego w srodowisku LabWindows do przyrzadu
HP33120

Projekt uktadu pomiarowego, dobor urzadzen systemowych, oprogramowa-
nie i uruchomienie systemu do badania przetwornikow o strukturze czwor-
nikowej

Projekt prostego systemu pomiarowego zgodnie ze standardem GPIB do pomiaru
napieci

Projekt prostego systemu pomiarowego zgodnie ze standardem GPIB do pomiaru
mocy

Termin na odrobienie zalegtosSci

METODY WERYFIKACJI EFEKTOW UCZENIA SIE

Symbol
efektu

Metody sprawdzania efektow uczenia sie

Egzamin
ustny

Egzamin
pisemny

Kolokwium

Projekt

Sprawozdanie

Inne

W01

X

W02

X

W03

X

Uo01

uo2

uo3

K01

XXX | X

A

FbRMA | WARUNKI ZALICZENIA

Forma
zajec*

Forma zaliczenia

Warunki zaliczenia

wyktad

zaliczenie z oceng




laborato-
rium

zaliczenie z oceng

Ocena ze $redniej wazonej: 40% kolokwia i 60% sprawozdania

NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktéw ECTS

. o o Jed-
Lp. | Rodzaj aktywnosci Obciazenie studenta nostka
R . . wlcltL|er
1. Udziat w zajeciach zgodnie z planem studiow h
30 30
3. Inne (konsultacje, egzamin)* 2 2 h
4 Razem przy bezposrednim udziale 64 h
" | nauczyciela akademickiego
Liczba punktéw ECTS, ktérg student
5. | uzyskuje przy bezposrednim udziale 2,56 ECTS
nauczyciela akademickiego
6. | Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 36 h
7. Liczba _punktow ECTS, ktorq stuc_ient 1.44 ECTS
uzyskuje w ramach samodzielnej pracy !
8 Naklad pracy zwigzany z zajeciami 30 h
) o charakterze praktycznym
Liczba punktéw ECTS, ktdra student
9. | uzyskuje w ramach zajeé o charakterze 1,88 ECTS
praktycznym
Sumaryczne godzinowe obciazenie praca
10. studenta 100 h
1. Punkty ECTS za modut 4

1 punkt ECTS=25 godzin obcigzenia studenta

Literatura

NookwWN =

* wszelkie formy weryfikacji efektéw, w tym egzaminy oraz nie wiecej niz 2 godziny konsultacji dla kazdej formy zaje¢

Tumanski S.: Technika pomiarowa, WNT, Warszawa, 2007

Nawrocki W.: Komputerowe systemy pomiarowe, WKL, Warszawa 2006
Stabrowski M.: Cyfrowe przyrzady pomiarowe, PWN, Warszawa,2002
Systemy interfejsu w miernictwie, red. Nowakowski W. WKL, Warszawa,1987
Swisulski D.: Komputerowa Technika pomiarowa PAK, Warszawa, 2005
Piotrowski J.: Podstawy miernictwa, WNT, Warszawa, 2004

Lyons R.G.: Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnatéw, WKit Warszawa, 1999




